Zatacznik nr 4 do SWZ

Oznaczenie sprawy (numer referencyjny):
ZP 26/WILiS/2023, CRZP 206/002/D/23

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest dostawa aparatury badawczej do budowy stanowisk
w laboratorium badawczym na Wydziale Inzynierii Ladowej i Srodowiska Politechniki
Gdanskie;j.

Przedmiot zamowienia bedzie przeznaczony na potrzeby projektu ,Design and characterization of
hybrid membranes containing nanoporous inorganic materials for selective molecular separations”
w ramach programu Platinum Establishing Top-Class Reasearch Teams, IDUB realizowanego na
Wydziale Inzynierii Lgdowej i Srodowiska Politechniki Gdanskiej, nr DEC-3/2023/IDUB/I.1/Pt,
nr projektu 036653.

Przedmiot zaméwienia obejmuje dostawe oraz montaz i uruchomienie w siedzibie Zamawiajgcego:
Politechnika Gdanska, ul. Narutowicza 11/12, 80-233 Gdansk, Wydziat Inzynierii Lgdowej
i Srodowiska, Katedra Inzynierii Sanitarnej, budynek nr 20 ,Hydro”. Numer pomieszczenia zostanie
ustalony z Wykonawcg po podpisaniu umowy.

Przedmiot zamdwienia obejmuje réwniez przeszkolenie dwoch pracownikéw Zamawiajgcego w
wymiarze co najmniej 2 dni w zakresie obstugi aparatury. Szkolenie odbedzie sie w niezwtocznie po
zakonczonej instalacji, w formie stacjonarnej, w dni robocze Zamawiajgcego
i w godzinach jego pracy.

Przedmiot zamowienia musi byé fabrycznie nowy, pochodzacy z biezacej produkcji, wolny od
wszelkich wad i uszkodzen, bez wczesniejszej eksploatacji i nie moze by¢ przedmiotem praw oséb
trzecich.

Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia

Kody wg CPV:

30236000-2 Rdzny sprzet komputerowy

30200000-1 Urzadzenia komputerowe

31642000-8 Elektroniczna aparatura do wykrywania
38432200-4 Chromatografy

38433000-9 Spektrometry

38500000-0 Aparatura kontrolna i badawcza
38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa



Aparatura badawcza do budowy stanowisk w laboratorium badawczym,

w ktorej sktad wchodza:

Czesc skltadowa

Minimalne wymagane parametry

Spektrometr FT-IR

zakres falowy: co najmniej 7800-350 cm™', opcjonalnie
rozszerzalny zakres do co najmniej 12500-240 cm;
interferometr Michaelsona 30°(60°), musi by¢ wyposazony
w system dynamicznego justowania;

mechanizm dynamicznego justowania musi wykorzystywac
wigzke lasera, padajgcg na co najmniej czteropozycyjny
detektor, do monitorowania i utrzymywania wzglednego
potozenia katowego zwierciadet interferometru;
rozdzielczo$¢ nie gorsza niz: 0,25 cm;

mozliwo$¢ wyboru rozdzielczosci do co najmniej: 0,25; 0,5; 1;
2;4;8;16 cm™;

mozliwos¢ wyboru szybko$ci skanowania: co najmniej 2; 2,8;
519 mm/s, a opcjonalnie z dodatkowym oprogramowaniem
10, 20, 30, 40 mm/s;

musi by¢ wyposazony w precyzyjny laser He-Ne;

zrodio Swiatta: wysokoenergetyczne ceramiczne do sredniej
podczerwieni (MIR);

zainstalowany detektor DLATGS z mozliwo$cig kontroli
temperatury;

dzielnik wigzki: Ge/KBr;

wbudowany w komore interferometru automatyczny
osuszacz (nie dopuszcza sie stosowania wktadow
osuszajgcych do osuszania komory interferometru)
stosunek sygnatu do szumu co najmniej S/N = 60 000:1
(peak —to - peak, przy pomiarze w czasie 1 min. i
rozdzielczosci 4 cm, zbieranie widma, pik 2200 cm-");
automatyczne ustawianie i ogniskowanie wigzki na srodku
komory;

mozliwo$¢ wykonania prébki wzorca;

mozliwo$¢ monitorowania czasu pracy ceramicznego zrodta
Swiatta, lampy wolframowej w przypadku jej podtgczenia
oraz pracy lasera

komora pomiarowa o wymiarach nie mniejszych niz 20 cm x
22 cm x 17 cm (szerokos¢ x gtebokos¢ x wysokos¢);

musi automatycznie rozpoznawac przystawki odbiciowe,
mikroskop podczerwieni, przystawki ATR;

wymiary przyrzadu nie wigksze niz: 60 cm x 67 cm x 30 cm
(szerokosc¢ x gtebokos¢ x wysokosc);

ciezar przyrzgdu nie wigkszy niz 48 kg;

Wyposazenie dodatkowe spektrometru:

uchwyt na pastylki 13mm oraz cienkie filmy;

przystawka ATR zintegrowang z obudowg spektrometru:
-musi posiadac krysztat diamentowy;

-musi pracowac z krysztatem w zakresie spektralnym co
najmniej 7800-350 cm™";

- Srednica krysztatu wbudowanego w stolik pomiarowy musi
wynosi¢ co najmniej 1,8 mm;




-0 maksymalnym cisnieniu nacisku przynajmniej 10000 psi
(ok. 689,47 Ba);

-kat padania musi wynosi¢ 45°;

-powinna zawierac ptyte wierzchnig ze stali nierdzewnej;
-musi by¢ odporna na zarysowania.

Oprogramowanie do sterowania przyrzadem, walidacji, zbierania
i opracowywania danych, zapewniajagce m.in:

>
>

>

usrednianie widm:;

tryby pracy: do przetwarzania danych, pomiarowy, ilosciowy,
fotometryczny;

wbudowane funkcje m.in. diagnostyki aparatu (przy
inicjalizacji sprawdzane sg systemy elektryczny, sygnatowy
oraz optyczny), funkcja ciggtego monitorowania rodzaju
dzielnika wigzki, zrédia Swiatla, lasera He-Ne, warunkéw
wilgotnosci i informacji odnosnie akcesoriow rozpoznanych
przy starcie;

licznik godzin pracy zrodta ceramicznego
i lasera He-Ne i informacja o czasie pozostatym do
nastepnego przegladu serwisowego

zapisywanie wszystkich zdarzen diagnostycznych
w oddzielnym pliku z doktadng godzing oraz datg (log file);
mozliwosé wykonywania podstawowych dziatan
arytmetycznych, wykrywania pikéw, korekcji zerowej linii
bazowej, trzypunktowej korekgiji linii bazowej, wielopunktowej
korekcji linii bazowej, wygtadzania, rozniczkowania; ksztatcen
matematycznych

wbudowane procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig,
korekcje widm ATR, przeksztatcenia fourierowskie FFT,
catkowanie, zmiana absorbancji na transmitancje i odwrotnie,
poszukiwanie widma, zamiana skali w cm-' na nm i odwrotnie
mozliwos¢ zapisywania danych w formatach JCAMP-DX,
ASCII, CSV;

mozliwos¢ tworzenia raportow wiasnych lub na postawie
istniejgcych wzorcow zawartych w oprogramowaniu
zgodnosc¢ z wytycznymi: EP, CHP, JP, USP, ASTM,;
zgodnosc¢ z GLP/GMP;

wbudowang baze  przynajmniej 12000 zwigzkow
organicznych, polimeréw, produktow farmaceutycznych,
zwigzkéw  nieorganicznych, dodatkbw do  zywnosci,
zanieczyszczen;

mozliwos$¢ przeszukiwania i tworzenia bibliotek;

mozliwos¢ rozbudowy o oprogramowanie umozliwiajgce
tworzenie wykreséw 3D z uzyskanych danych (zmierzonych
widm) i umozliwiajgce wykonanie pomiarow czasowych, o
oprogramowanie do zaawansowanych pomiaréw
chemometrycznych wykorzystujgcych metode PLS.




Zestaw komputerowy o minimalnych parametrach:

» procesor: ilos¢ rdzeni co najmniej 6, klasa x86, taktowanie
min. 3 GHz, osiggajacy w tescie PassMark Average CPU
Mark wynik min. 7000 punktow;

zainstalowana pojemnos¢ pamieci RAM: min. 8GB;

dysk twardy SSD co najmniej 500 GB;

monitor o technologii wyswietlacza typu LCD i o przekatnej
ekranu min: 21”;

» w zestawie: klawiatura, mysz optyczna;

» system operacyjny: Windows 11 lub réwnowazny
zapewniajgcy kompatybilnos¢ z dedykowanym
oprogramowaniem.

Kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci:

- obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

- funkcja szyfrowania dysku

- ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server

- obstuga pakietow jezykowych

- obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury mozliwos¢
uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla zaoferowanego
systemu operacyjnego swiadczone przez producentéw
oprogramowania uzytkowanego przez Politechnike Gdanska:
National Instruments LabView, Siemens NX, Siemens SolidEdge,
Autodesk AutoCAD, Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe
Design,
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Chromatograf cieczowy

Sktadajgcy sie z ponizszych modutéw, kontrolowany przez zestaw
komputerowy i dedykowane oprogramowanie:

» Pompa gradientowa:
-rownolegty uktad ttokow;
-zakres pH co najmniej 1-14;
-zakres przeptywu co najmniej w zakresie od 0,0001 do
10,0000 ml/min.;
-objetos¢ skoku ttoka nie wiecej niz 10 l;
-cis$nienie pracy co najmniej 105 MPa przy 3,0000 ml/min.;
-precyzja przeptywu nie wigksza niz 0,06% RSD;
-wyposazenie w opcje automatycznego omywania ttokow;
-zawor umozliwiajgcy tworzenie co najmniej 4-sktadnikowego
gradientu po stronie niskiego cisnienia;
-mieszalniki do gradientu: pojemnos$¢ mieszania co najwyzej
40 ul, cisnienie pracy mieszalnika co najmniej do 130 MPa.
-wbudowany w pompe co najmniej pieciokanatowy degazer,
w ktérym maksymalna objeto$¢ kanatu powinna wynosi¢ co
najwyzej 400 pl na kanat;

» Taca na rozpuszczalniki:
-musi by¢ zintegrowana rozmiarami z pozostatymi modutami;
-musi pomiescic¢ co najmniej cztery butelki o pojemnosci 1l;

» Autosampler z termostatowaniem:
-pojemnosc¢ na co najmniej 160 fiolek po 1,5 ml;
-objetos$¢ nastrzyku co najmniej w zakresie 0,1 pl do 50 pl, w
opcji do 2000 ul;




-cis$nienie pracy co najmniej do 105 MPa;

-wspotczynnik przeniesienia proby co najwyzej 0,0005%;
-nastrzyk prébki maksymalnie w 7 s;

-zakres pracy w pH co najmniej 1-14;

-termostatowanie w zakresie co najmniej od 4 do 45°C;

Termostat do kolumn:

-praca w zakresie co najmniej od 100°C ponizej temperatury
otoczenia do 1000°C;

-pojemnosc¢ na co najmniej 6 kolumn 25 cm;

Detektor diodowy:

-zrédto Swiatta: lampa deuterowa i wolframowa;

-co najmniej 1024 elementéw Swiattoczutych;

-zakres co najmniej 190-800 nm;

-szerokos¢ szczeliny regulowana co najmniej w krokach 1,2 i
8 nm;

-doktadnos¢ dtugosci fali co najmniej 1 nm;

-szum co najwyzej 4,5x106 AU ,

-dryft co najwyzej 4x10* AU/h,

-liniowos¢ co najmniej 2,5 AU,

-termostatowanie celki detektora w zakresie co najmniej 5°C
a powyzej temperatury pokojowej nie wigecej niz 50°C;
-droga optyczna 10 mm;

-pojemnosc celi co najwyzej 12 yl;

-zakres pracy do ci$nienia co najmniej 12 MPa.

Detektor refraktometryczny:

-zakres refrakcji co najmniej: 1-1,75 RIU;

-poziom szumow co najwyzej 2,5x10-9 RIU;

-odpowiedzi detektora: 0,05 do 10 s,

-dryft co najwyzej 1x10~" RIU,

-temperatura celi kontrolowana w zakresie co najmniej 30 do
60°C,

-pojemnosc celi 9 yl, praca przy cisnieniu do 2 MPa.

Wyposazenie dodatkowe chromatografu:
co najmniej 500 fiolek z septami i nakretkami.

Oprogramowanie zapewhniajgce m.in:
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sterowanie catym zestawem HPLC;

zbieranie i opracowywanie danych z detektora diodowego;
tworzenie bibliotek widm;

jednoczesng prace na co najmniej 15 kanatach;

mozliwos¢ pracy w trybie 2 D i 3D na detektorze diodowym;
funkcje dekonwolucji pikéw z zastosowaniem pierwszej
pochodnej widma oraz funkcje softwerowego rozszerzonego
zakresu liniowego pozwalajgcg na kilkukrotne zwiekszenie
zakresu liniowego detektora w stosunku do jego bazowej
specyfikaciji;

Zestaw komputerowy o minimalnych parametrach:

>

potaczenie z chromatografem poprzez zigcze Ethernet (LAN)
w obudowie typu micro-tower o wysokosci nie wiekszej niz 40
cm, zapewniajgcej dostep do co najmniej 2 ztgcz USB 2.0
oraz 2 zlgcz 3.0 znajdujgcych sie na przednim panelu;
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procesor: ilos¢ rdzeni co najmniej 6, klasa x64, taktowanie
min. 2,8 GHz, osiggajgcy w tescie PassMark Average CPU
Mark wynik min. 7000 punktow;

zainstalowana pojemnos¢ pamieci RAM: min. 8GB;

dysk twardy SSD co najmniej 500 GB;

dodatkowa karta sieciowa;

wyjscia: : minimum 2 x PS2, minimum 1 x DVI-D, 1 x
DisplayPort, minimum 4 x USB 2.0 w tym 2 dostepne na
przednim lub gérnym panelu obudowy, minimum 4 x USB 3.0
w tym 2 dostepne na przednim lub gérnym panelu obudowy,
minimum 1 x RJ45

monitor: o technologii wyswietlacza typu LCD i o przekatnej
ekranu min: 23", o rozdzielczo$ci minimum 1920 x 1080,0
jasnosci nie mniejszej niz 250 cd/m?, z wejsciem wejscie
cyfrowe zgodne z oferowanym komputerem, podstawa
monitora pozwalajgca na regulacje wysokosci, pochylenia i
obrotu monitora. zuzycie energii w trybie wytgczonym nie
wiecej niz 0,05W.

w zestawie: klawiatura, mysz optyczna;

system operacyjny: Windows 10 lub réwnowazny
zapewniajgcy kompatybilnos¢ z dedykowanym
oprogramowaniem.

Kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci:

- obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

- funkcja szyfrowania dysku

- ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server
- obstuga pakietéw jezykowych

- obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury mozliwo$¢
uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla
zaoferowanego systemu operacyjnego swiadczone przez
producentow oprogramowania uzytkowanego przez
Politechnike Gdanska: National Instruments LabView,
Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD,
Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design,

Spektrometr emisiji

atomowej ICP-OES

Spektrometr emisji atomowej ze wzbudzeniem w plazmie sprzezonej
indukcyjnie  musi  by¢ spektrometrem [ICP-OES jednoczes$nie
rejestrujgcym linie wszystkich pierwiastkébw oraz  umozliwiajgcym
boczng obserwacje plazmy i obserwacje plazmy wzdtuz osi palnika,
ktéry musi by¢ umieszczony pionowo.

>
>

>

zakres spektralny co najmniej 167-800 nm;

mozliwos¢ bocznej obserwacji plazmy na réznych
wysokosciach;

spektrometr musi by¢ wyposazony w:

- detektor potprzewodnikowy CCD, monokrystaliczny,
skfadajacy sie z co najmniej 1 miliona pikseli, wyposazony
w system zapobiegajgcy przesyceniu sygnatem w
pikselach z odprowadzeniem tadunku po przeciwnej stronie
do naswietlanej;

- rozpylacz koncentryczny i cyklonowg komore mgielng;

- generator RF potprzewodnikowy  dziatajgcy z
czestotliwoscig w zakresie 25-30 MHz;

- prozniowy uktad optyczny typu Echelle, nie wymagajacy
dodatkowego gazu do przemywania optyki spektrometru,
wyposazony w lustra Schmidta;

- mini palnik kwarcowy umozliwiajacy zmniejszenie zuzycia
argonu w stosunku do palnika normalnego i pozwalajgcy
zachowac bardzo niskie limity detekciji;




mozliwos¢ petnego dostepu do widma w catym zakresie;
musi posiada¢ system zapewniajgcy statg korekcje mocy w
zaleznosci od warunkow panujgcych w plazmie;

zuzycie argonu w warunkach rutynowej pracy nie powinno
wieksze niz 12 I/min;

mozliwos¢ przejscia aparatu w tryb zapewniajgcy zuzycie
argonu na poziomie nie wiekszym niz 6 I/min;

musi posiada¢ zamkniety system chtodzenia;

musi umozliwia¢ jednoczesny pomiar linii analitycznej oraz tta
po obu stronach piku;

rozdzielczos¢ optyczna nie powinna by¢ mniejsza niz 5 pm
przy 200 nm;

rozdzielczos¢ ,pixel to pixel’ nie powinna byé mniejsza iz 4
pm;

powinien zawiera¢ automatyczny podajnik prébek na co
najmniej 60 pozycji dla probek oraz dodatkowo na co najmnie;j
8 pozycji na wzorce lub rozcienczalniki;

musi posiada¢ czterokanatlowg pompe perystaltyczng do
transportu  probek niewodnych i dodawania wzorca
wewnetrznego wraz z zestawem wezykdw do pompy
perystaltycznej

musi zawiera¢ zestaw do automatycznego ciggtego
dodawania wzorca wewnetrznego;

musi zawiera¢ czesci zapasowe: mini-palnik, dwa stozki z Cu
oraz rozpylacz;

musi zawierac zestaw wzorcéw jedno- i wielo-pierwiastkowych
do oznaczenia pierwiastkéw: arsenu, baru, kadmu, chromu
catkowitego, miedzi, molibdenu, niklu, otowiu, antymonu,
selenu, cynku, zelaza, magnezu wapnia, glinu, kobaltu, boru,
manganu.

Wyposazenie dodatkowe spektrometru:

>

Piec  mikrofalowy (mineralizator), ktéory  bedzie
przeznaczony do roztwarzania probek w kwasach i ich
mieszaninach w naczyniach zamknietych:

- musi pozwala¢ na roztwarzanie probek o masie do 0,5 g w
przypadku probek bardzo reaktywnych oraz do 1,5 g w
przypadku prébek srednio reaktywnych;

-moc magnetronu min. 1000 W mocy mikrofal dostarczanej w
sposob bezpulsacyjny w catym zakresie mocy;

-powinien mie¢ wbudowany modut odprowadzenia gazéw i
ciepta z komory urzadzenia;

-piec nie moze wymagac¢ statego podpiecia do systemu
wentylacji;

-powinien by¢ wyposazony w rotor min. 12 stanowiskowy oraz
12 naczyn reakcyjnych z PTFE-TFM o poj. min. 50 ml;
-cisnienie nie wigksze niz 40 baréw;

-maksymalna temperatura nie przekraczajgca 310°C;
-naczynia muszg by¢é odporne na dziatanie kwasu
fluorowodorowego;

-temperatura w kazym naczyniu powinna by¢ kontrolowana
przez czujnik IR;

-kontrola temperatury w kazdym naczyniu za pomocg
bezprzewodowego czujnika IR;




-wyposazenie w  kalibrator temperatury pozwalajgcy
uzytkownikowi na sprawdzenie w dowolnym momencie
poprawnosci wskazan czujnika IR;

-mozliwos¢ wzorcowania Kkalibratora temperatury przez
jednostke akredytowang;

-musi zapewnia¢ wydajne chiodzenie po zakonczonym
procesie pozwalajgce na schiodzenie co najmniej 12 naczyn
reakcyjnych od temperatury 180°C do temperatury ponizej
70°C w czasie nie dtuzszym niz 10 min., co nie moze odbywaé
sie poza komorg urzadzenia;

- wymiary nie mogg przekracza¢ 36 x 53 cm a waga nie
powinna by¢ wieksza niz 30 kg;

-sterowanie powinno odbywac¢ sie za pomocg wbudowanego
ekranu  dotykowego bez koniecznosci  poditgczania
zewnetrznych kontrolerow;

-oprogramowanie musi by¢ w jezyk polskim;

-musi by¢ wyposazony w zabezpieczenie przed otwarciem
podczas trwania procesu;

-musi posiada¢ min. 2 x USB;

-musi posiada¢ certyfikaty ETL oraz GS potwierdzajace
spetnienie standardéw bezpieczenstwa.

Oprogramowanie zapewhniajgce m.in:

>

kompatybilnos¢ z systemem operacyjnym Windows lub
réwnowaznym;

co najmniej 110 000 linii spektralnych w bibliotece

by¢ wielozadaniowe i zapewnia¢ kontrole wszystkich

parametréw spektrometru oraz zbieranie i obrébke wynikow
mie¢ zdolno$¢ do zapamietywania i ponownego ogladania
widm oraz mie¢ mozliwos¢ dobierania optymalnych
parametréw pomiaréw (takich jak przeptywy gazow, moc)

by¢ dostepne w jezyku angielskim i polskim — do wyboru przez
uzytkownika

mie¢ wprowadzone parametry domysine dla kazdego z
mierzonych pierwiastkéw

umozliwiaé zmiane parametrow analizy i ponowne
przeliczenie wynikow bez koniecznosci wykonania powtornej
analizy

mie¢ mozliwos¢ wyswietlania informacji o stanie spektrometru
umozliwia¢ przeprowadzenie standardowych metod kalibracji
wielopierwiastkowej oraz metod dodatku wzorca

mozliwos¢ dostepu do rezultatéw przez potgczenie sieciowe;
tryby pracy: tryb jakosciowy oraz tryb ilosciowy;

obrébke danych oraz tworzenie raportow (drukowanie i
tworzenie wiasnych szablonéw wydruku, wstawianie daty,
godziny, tekstu i obiektow rysunkowych),

zgodnosc¢ z GLP/GMP;

automatyczny wybér optymalnej dtugosci fali dla analizy
danego pierwiastka;

mozliwos$¢ definiowania przez uzytkownika rejestracji nowych
diugosci fali dla dowolnego pierwiastka nie przypisanych w
programie;

rekalkulacje otrzymanych wynikéw po pomiarze:
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-dodania pierwiastka nie ujetego w metodzie pomiarowe;j,
uzytej do pomiaru;

-dodania dtugosci fali dla dowolnego pierwiastka ujetego w
metodzie pomiarowej, uzytej do pomiaru;

-automatycznego przeliczenia po zmianach integraciji,
diugosci fali, standardu wewnetrznego itp.;

-automatycznego ponownego obliczenia po zmianie
warunkow  kalibracji  (kolejnos¢/wspoétczynniki - krzywej
kalibracji itp.);

eksport danych do pliku CSV lub pliku tekstowego;
wspotprace z programami typu Microsoft Office;

sprawdzanie poprawnosci danych po pomiarze;

informacje o czasie pozostatym do konca analizy;
monitorowanie stanu pompy prézniowej;

mozliwos$¢ wigczenia plazmy z poziomu oprogramowania;
mozliwos¢ automatycznego wylgczania plazmy po
zakonczonej analizie.

Zestaw komputerowy o minimalnych parametrach:

>
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procesor: ilos¢ rdzeni co najmniej 6, klasa x64, taktowanie
min. 2,8 GHz, osiggajgcy w tescie PassMark Average CPU
Mark wynik min. 7000 punktow;

zainstalowana pojemnos¢ pamieci RAM: min. 8GB;

dysk twardy SSD co najmniej 500 GB;

monitor: o technologii wyswietlacza typu LCD i o przekatnej
ekranu min: 54,61 cm (21,5”).

w zestawie: klawiatura, mysz optyczna;

system operacyjny: Windows 11 lub réwnowazny
zapewniajgcy kompatybilnos¢ z dedykowanym
oprogramowaniem.

Kryteria stosowane w celu oceny réwnowaznosci:

- obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

funkcja szyfrowania dysku

- ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server
- obstuga pakietéw jezykowych

- obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury mozliwos¢
uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla
zaoferowanego systemu operacyjnego swiadczone przez
producentow oprogramowania uzytkowanego przez
Politechnike Gdanska: National Instruments LabView,
Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD,
Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design,

Spektrofotometr
dwuwigzkowy

Spektrofotometr dwuwigzkowy z oddzielnym miejscem na kuwete
pomiarowg i kuwete odniesienia wraz z pulpitem sterowniczym,
oprogramowaniem wewnetrznym oraz oprogramowaniem

komputerowym:

» zakres pracy co najmniej od 190-1100 nm;

» szerokos$c¢ spektralna szczeliny (rozdzielczo$¢) nie wieksza
niz 1 nm w zakresie 190-1100 nm;

» wyswietlanie i nastawianie dtugosci fali z krokiem co £0.1 nm;

» siatka holograficzna LO-RAY-LIGH typu ,blazed”, co najmniej
1200 linii/mm;

» doktadnosc¢ dtugosci fali nie moze by¢ gorsza niz £0.05 nm;




poziom Swiatta rozproszonego nie wigkszy niz 0.004% T (przy
220 nm, Nal) oraz nie wiekszy niz 0.004% (przy 340 nm
NaNO2);

powtarzalno$¢ dtugosci fali nie gorsza niz £0.025 nm;
zakresy pomiarowe: absorbancja co najmniej w zakresie -4
do 4 Abs, transmitancja co najmniej w zakresie 0.0-400%;
doktadnos¢ fotometryczna nie gorsza niz £0,0015 Abs (przy
0.5 Abs);

powtarzalno$¢ fotometryczna nie gorsza niz £0.00002 Abs
(przy 0.5 Abs);

stabilnos¢ linii bazowej nie gorsza niz 0.0002 Abs/h przy 700
nm (po godzinie od wigczenia zrodta swiatta);

ptaskos¢ linii bazowej nie gorsza niz 0.0003 Abs/h w
zakresie 190-1100 nm (po godzinie od witgczenia zrodta
Swiatta);

poziom szumoéw nie wiekszy niz 0.00001 Abs;

musi dwie fotodiody krzemowe (detektory) — jedng dla
kuwety pomiarowej, druga dla kuwety referencyjnej

musi posiada¢ wbudowany dotykowy, cieptokrystaliczny
wyswietlacz typu LCD o przekatnej co najmniej 67;

musi zawiera¢ dodatkowy rysik do obstugi dotykowego
wyswietlacza;

co najmniej 5 x USB;

szybkos¢ skanowania w zakresie nie mniejszym niz 2 —
29000 nm/min;

szybkos¢ przechodzenia do wybranej dtugosci fali co
najmniej 29000 nm/min;

powinien by¢ wyposazony w 2 szt. lampy halogenowej oraz
2 szt. lampy deuterowg z mozliwoscig automatycznego
ustawiania wtasciwej pozyciji;

mozliwo$¢ zmiany dtugosci fali przetgczenia oraz wytaczenia
jednej z lamp w zakresie od 295 do 364 nm (z krokiem co 0.1
nm);

mozliwos¢ funkcji walidacyjnych i automatycznego
sprawdzania poprawnosci dziatania aparatu;

powinien posiada¢ monochromator typu Czerny-Turnera z
korekcjg aberracji;

mozliwos$¢ niezaleznego podigczenia komputera, klawiatury i
czytnika kodow;

uchwyt na dwie kuwety o dlugosci drogi optycznej co
najmniej 10 mm;

uchwyt na testy probéwkowe o $rednicy zewnetrznej co
najmniej w zakresie od 15 mm do 18 mm;

Wyposazenie dodatkowe spektrofotometru:
kuweta kwarcowa z przykrywkg FarUV o dtugosci drogi
optycznej co najmniej 10 mm — 2 szt.

Oprogramowanie wewnetrzne zapewniajgce m.in.:

petng kontrole aparatu;

zbieranie, obrébke danych;

pomiary stezenia w wybranych jednostkach, skanowanie,
pomiary zmiany absorbancji w czasie;




>

>

>

system walidacji spektrometru pozwalajgcy na sprawdzenie
poprawnosci pracy aparatu nawet przed kazdym pomiarem
pozwalajgce na pomiar dla co najmniej 8 wybranych dtugosci
fali;

wbudowane metody ilosciowe - Lowry'ego, BCA, biuretowa,
CBB (Bradforda) — metody do oznaczania ilosciowego DNA i
biatek.

Oprogramowanie zewnetrzne zapewniajgce m.in.:

>
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kompatybilnos¢ z systemem operacyjnym Windows lub
réwnowaznym;

sterowanie przyrzadem;

tryby pracy: spektralny, fotometryczny oraz kinetyczny;
obrébke danych oraz tworzenie raportéw;

eksport wynikéw pomiarowych do plikéw tekstowych, w tym
koniecznie bezposrednio do arkusza danych typu Excel®
zgodnosc¢ z GLP/GMP;

opcje rozszerzenia do wersji bazodanowej, zgodnej z
wytycznymi FDA 21 CFR Part 11;

funkcje automatycznego okreslania jakosci uzyskanego
widma;

mozliwos¢ rozbudowy o zintegrowany modut do pomiaru
barw, kompatybilny z normami europejskimi jak i japorskimi,
umozliwiajgcy analize takich wskaznikow jak X, Y, Z, L*, a*,
b* itd.

poréwnywanie wielu widm/przetwarzania relatywnego,
powiekszania i pomniejszania widma, autoskalowania,
cofania i powtarzania tych operacji oraz majgce mozliwos¢
wstawienia komentarza na ekranie widma;

w trybie spektralnym nastepujgce przeksztatcenia: pochodne
od 1 do 4 rzedu, wygtadzanie, odwrotnosc, pierwiastek
kwadratowy, logarytm naturalny, konwersja Abs na %T,
przeksztatcenie wykfadnicze, konwersje Kubelka-Munk,
interpolacja, dziatania arytmetyczne na zbiorach danych i na
statych (pomiedzy widmami, pomiedzy widmami i statymi);
w trybie fotometrycznym obliczenia ilosciowe na widmach
(piki, wartosci maksymalne i powierzchnia itp. w okreslonych
przedziatach dtugosci fali), obliczenia z wspotczynnikiem K,
tworzenie krzywych kalibracyjnych jedno- i wielopunktowych
(dopasowywanie funkgji 1, 2 i 3 rzedu, wymuszanie przejscia
przez zero), dajace mozliwos¢ przetwarzania danych
fotometrycznych przy uzyciu funkcji definiowanych przez
uzytkownika (+, -, x, + oraz inne funkcje, wigcznie ze
wspotczynnikami), usrednianie widm;

w trybie kinetycznym rownoczesne wyswietlanie danych
przebiegu w czasie (krzywe i dane pomiarowe),
umozliwiajgce obliczenia kinetyczne dla enzymow, obliczenia
Michaelisa-Mentena i tworzenie wykreséw (Michaelis-
Menten, Lineweaver-Burk, Hanes, Woolf, Eadie-Hofstee),
wykresu Dixona oraz wykresu Hilla.

Zestaw komputerowy o minimalnych parametrach:

procesor: ilos¢ rdzeni co najmniej 6, klasa x86, taktowanie
min. 3 GHz, osiggajacy w tescie PassMark Average CPU
Mark wynik min. 7000 punktow;

zainstalowana pojemnos¢ pamieci RAM: min. 8GB;

dysk twardy SSD co najmniej 500 GB;




» monitor o technologii wyswietlacza typu LCD i o przekatnej
ekranu min: 217;

» w zestawie: klawiatura, mysz optyczna;

» system operacyjny: Windows 11 lub réwnowazny
zapewniajgcy kompatybilnos¢ z dedykowanym
oprogramowaniem.

Kryteria stosowane w celu oceny rownowaznosci:
- obstuga protokotu RDP w trybie klienta i hosta

funkcja szyfrowania dysku

- ustuga dotgczenia do domeny systemu Windows Server

- obstuga pakietow jezykowych

- obstuga dotykowego interfejsu i klawiatury mozliwo$¢

uruchomienia, obstuga i wsparcie techniczne dla

zaoferowanego systemu operacyjnego swiadczone przez
producentéw oprogramowania uzytkowanego przez

Politechnike Gdanska: National Instruments LabView,

Siemens NX, Siemens SolidEdge, Autodesk AutoCAD,

Autodesk Inventor, Autodesk 3Ds MAX, Adobe Design,

» praca dwuzakresowa co najmniej w zakresie do 120 g
z doktadnoscig pomiaru 0,1 mg ido 52 g z doktadnoscig
pomiaru 0,01 mg,

» mechanizm wazacy wagi powinien by¢ wykonany z jednego
kawatka metalu;

» powtarzalnos¢ (odchylenie standardowe) co najwyzej 0,1 mg
— wiekszy zakres, 0,02 mg — mniejszy zakres,

» liniowo$¢ co najmniej £ 0,2 mg — wigkszy zakres, £ 0,05 mg —
mniejszy zakres;

» czas stabilizacji nie dtuzszy niz 2 s;

» wielkos$¢ szalki co najmniej 91 mm;

» musi by¢ wyposazona w aluminiowy uchwyt do wazenia w
kolbach co najmniej 10 do 100 ml;

» musi posiadac zegar czasu rzeczywistego;

» musi posiada¢ co najmniej dwa wewnetrzne wzorce masy do
dwupunktowej kalibracji do automatycznej wewnetrzne;j

Waga analityczna kalibracji;

musi mie¢ mozliwos¢ wewnetrznej kalibracji;

musi umozliwia¢ kalibracje zegarows;

musi wykrywac¢ kazdorazowa zmiane temperatury i w

przypadku ewentualnej utraty doktadnosci odczytu masy

rozpoczg¢ proces automatycznej kalibracji;

» mozliwos¢ podtgczenia czytnika kodéw kreskowych;

» powinna mie¢ wbudowane co najmniej 13 procedur
przygotowania buforow do HPLC z mozliwoscig dodawania
wiasnych procedur;

» musi wspotpracowac z komputerem stacjonarnym;

» musi umozliwia¢ przesytanie danych bezposrednio z wagi do
arkusza kalkulacyjnego za posrednictwem interfejsu USB lub
RS;

» mozliwos¢ wbudowania jonizatora,

» interfejs RS-232 C oraz USB.
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Ponadto:

1. Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca udzielit gwarancji na oferowang aparature badawczg w
wymiarze: co najmniej 24 miesiecy.
Okres gwarancji liczony bedzie od daty podpisania protokotu zdawczo-odbiorczego bez zastrzezen.



UWAGA! Okres gwarancji stanowi kryterium oceny ofert. Wskazany powyzej wymiar gwarancji jest
okresem minimalnym, ktory kazdy z Wykonawcdéw moze wydtuzyc. Kryteria oceny ofert znajdujg sie
w rozdziale XXV SWZ.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ serwis gwarancyjny przedmiotu zamowienia.

Wykonawca zobowigzany jest zrealizowa¢ zamowienie na zasadach i warunkach
opisanych w SWZ oraz zgodnie z projektowanymi postanowieniami umowy stanowigcymi
zatgcznik nr 3 do SWZ.

Zamawiajgcy zastrzega, ze wszelkie koszty oraz ryzyko do momentu odbioru przedmiotu
zamowienia przez Zamawiajgcego, potwierdzonego protokotem zdawczo-odbiorczym, ponosi
Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wskazania w ofercie: nazwe, producenta, typu, modelu, nr
katalogowego lub innych informacji jednoznacznie identyfikujgcych zaoferowany przedmiot
zaméwienia.

Cena i parametry techniczne dostarczonego przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgodne z ofertg
Wykonawcy. W przypadku dostarczenia towaru niezgodnego z ofertg Zamawiajgcy nie dokona jego
odbioru.

Wraz z dostawg przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje
w postaci:

1) karty gwarancyjne/dokumentacje techniczng w wersji zwartej broszury (np. ksigzki,
instrukciji folderu) w jezyku polskim w wersji papierowej (1 egzemplarz) lub elektronicznej;
2) instrukcji obstugi w jezyku polskim i w jezyku angielskim w wersji papierowej (1 egzemplarz);
lub elektronicznej

Termin dostawy: do 18 tygodni liczonych od dnia zawarcia umowy.

Termin dostawy liczony jest od dnia zawarcia umowy do dnia podpisania protokotu zdawczo
- odbiorczego bez zastrzezen.

UWAGA! Okres termin dostawy przedmiotu zaméwienia stanowi kryterium oceny ofert.
Wskazany powyzej termin dostawy jest okresem maksymalnym, ktéry kazdy

z Wykonawcdéw moze skrocic. Kryteria oceny ofert dla poszczegdlnych czesci znajdujg sie
w rozdziale XXV SWZ.

Wszelkie decyzje i ustalenia dotyczace realizacji przedmiotu zamdéwienia podejmowane bedg przez
osoby wskazane w zawartej przez Strony umowie stanowigcej zatgcznik nr 3 do SWZ.



